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 Наногранулированные толстоплёночные 
системы, структура которых представляет со-
бой композит – токопроводящие частицы 
функционального материала (металл либо по-
лупроводник), разделённые нанометровыми 
диэлектрическими прослойками, обладают не-
ординарными электрическими, магнитными и 
оптическими свойствами. Объектами исследо-
вания настоящей работы являлись плёнки, по-
лученные методом трафаретной печати паст на 
керамическую подложку с последующей их 
термообработкой на воздухе. В качестве токо-
проводящего материала использовались туго-
плавкие бориды и оксиды, в качестве диэлек-
трической фазы – алюмоборосиликатное стек-
ло. 
 Из-за наличия в составе таких плёнок ди-
электрика определение реальных толщин про-

слоек между частицами токопроводящего ма-
териала, которые предопределяют механизм 
электропроводности и свойства плёнок, мето-
дами электронной микроскопии весьма затруд-
нительно. В связи с этим нами разработан ори-
гинальный расчетный метод определения этих 
величин на основе модельных представлений с 
привлечением экспериментальных данных о 
составе, структуре и физико-химических свой-
ствах плёнок.  

Результаты расчётов приведены в табл. 1. 
 Расчётные данные удовлетворительно сов-
падают с результатами, полученными в на-
стоящей работе из эксперимента по атомной 
силовой микроскопии (АСМ), приведенного в 
качестве примера на рис. 1. 
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